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PREAMBULE

ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, €
un accord international sur les sujets examinés. .

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et son

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEI ¢,
leurs régles nationales le texte de la recommandation de Ia€

Japon
Norvege
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni

Coree (République de) Suéde

Danemark Suisse

Egypte Tchécoslovaquie
Espagne Turquie

Etats-Unis d’Amérique Union des Républiques
France Socialistes Soviétiques
Italie Yougoslavie

Autres publications de la C E1 citées dans la présente norme:

Publications n® 52: Recommandations pour la mesure des tensions au moyen d’éclateurs a sphéres (une sphére a la
terre).
60-2: Techniques des essais 2 haute tension, Deuxi¢me partie: Modalités d’essais.
60-3: Techniques des essais a haute tension, Troisi€éme partie: Dispositifs de mesure.
186: Transformateurs de tension.




INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES

Part 4: Application guide for measuring devices

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Techgi S all the

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they azg
sense.

During a meeting/4n Ruch
foreseen for IEC Pub §
in Tokyo in 1965, in D¥nd6n

Document 42(Central O
1976.

The following e

Norway

Poland

Romania

Spain

Sweden

ark Switzerland

Egypt Turkey
France Union of Soviet
Germany Socialist Republics
Italy United Kingdom -
Japan United States of America
Korea (Republic of) Yugoslavia

Other [EC publications quoted in this standard:

Publications Nos. 52: Recommendations for Voltage Measurement by Means of Sphere-gaps (One Sphere Earthed).

60-2: High-voltage Test Techniques, Part 2: Test Procedures.
60-3: High-voltage Test Techniques, Part 3: Measuring Devices.
186: Voltage Transformers.
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SECTION UN - GENERALITES

1. Domaine d’application

Ce guide d’application est applicable:
— aux mesures des tensions continues;
— aux mesures des tensions alternatives;
— aux mesures des tensions de choc;
— aux mesures des courants de choc;
— aux erreurs de mesure.

2. Objet

L’objet de ce guide d’applicatign estde presente renseignements sur:



HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES

Part 4: Application guide for measuring devices

SECTION ONE - GENERAL

1. Scope

This application guide is applicable to:
— measurement of direct voltages;
— measurement of alternating voltages;
— measurement of impulse voltages;

— measurement of impulse currents;
— measuring errors.
2. Object

The object of this application guide is toprovide ix
— measuring devices fordi es: %

ages;

— measuring devige

— measuringdevis
— statisticaleya i




	
	
	
	
	
	
	
	
	



